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版权

版权所有©珠海全志科技股份有限公司 2019-2020。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得

以任何形式传播。

商标声明

、 、 Allwinnertech、Allwinner、全志和其他全志商标

均为珠海全志科技股份有限公司的商标。本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所

有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受全志公司合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部

分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，全志对本文档内

容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅

作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

本文档中所提供的数据在不同的测试环境下可能存在一定的偏差，因其使用而导致的设

计、开发错误，或可能遭致的意外、疏忽、侵权及其造成的损失（包括但不限于直接的、间接

的、后果性的或附带性的损失），全志不做任何明示或默示的声明或保证。请您谨慎决定是否

使用。

本文档中提到的第三方技术，除全志明确表示已获得合法授权且转授权予您使用外，您

需要自行向权利人获取合法授权，同样，如您需在全志交付的软件或产品上集成第三方技术

（如 Sony、DTS、杜比、AVS、MPEGLA等）时，也请您自行向权利人获取合法授权。全志

不为您的未授权行为或前述集成行为支付任何许可费用或提供任何技术支持，也不承担任何

保证责任。请您自行为其后续使用行为负责。
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前言

概述

 本文档提供 H133 投屏器方案软硬件稳定性 checklist检查项

 本文用于指导客户端在方案开发阶段自主检查硬件设计、软件设计相关的稳定性因素

 用于用于指导客户端在产线发生稳定性问题后，自行排查不稳定性因素

读者对象

本文档主要适用于以下工程师:

 硬件工程人员

 软件工程人员

 产线 QA工程人员

修订记录

版本 修改人 时间 备注

V1.0 AWA1550 2021.06.19 针对 H133创建初版

V1.1 AWA1550 2021.09.19 修改投屏器相关内容



秘密▲5年

全志科技版权所有，侵权必究

Copyright © 2019 by Allwinner. All rights reserved Page 4 of 10

目录

版权........................................................................................................................................................2

前言........................................................................................................................................................3

目录........................................................................................................................................................4

1. 常规硬件检查...................................................................................................................................5

2. DDR类问题检查...............................................................................................................................8

3. 产品稳定性实验.............................................................................................................................10



秘密▲5年

全志科技版权所有，侵权必究

Copyright © 2019 by Allwinner. All rights reserved Page 5 of 10

1. 常规硬件检查

典型测试场景：主界面 && 4K投屏

检查项目 测试结果 备注

1

5V 总电源

检查
系统工作的功耗 ≤1.8W 最小系统

5V 电压&纹波&跌落 PS ≥4.5V

2

电源检查 各路电压（DCDC/LDO）推荐电压精度&纹波&噪声 电压&纹波&噪声

VCC-IO（VCC-3V3） 3.3V±10% & ≤5% & ≤10%

VDD-CPU 0.9V~1.1V & ≤5% &≤10% DC 值需要考 V-F表

VDD-SYS 0.9V±5% & ≤5% & ≤10%

VCC-DRAM(LDOB)

1.8V±5% & ≤6% & ≤10% DDR2

1.5V±5% & ≤6% & ≤10% DDR3

1.35V±5% & ≤6% & ≤10% DDR3L

AVCC 1.8V±2% & ≤1.5% & ≤2.5%

LDOA

（VCCPLL,VCCRTC)
1.8V±2% & ≤1.5% & ≤2.5%

其它外设电源
具体电源标准请参考外设需

求

本项只填写异常

外设电压

5
原理图

检查

《H133硬件设计指

南 V1_0》自检是否

通过？列出没有通

过的设计点并评估

风险。
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使用的DDR原理图

模板是否是官方发

布最新版本

6

PCB 检查

《 H133_PCB

Design_Checklist

_V1.x》自检是否通

过？列出没有通过

的设计点并评估风

险。

使用的 DDR PCB

模板是否是官方发

布最新版本

VDD-CPU 电源走线

是否满足设计要求

VDD-SYS 电源走线

是否满足设计要求

VCC-DRAM 电源走线

是否满足设计要求

7
重要元

件检查

DDR 型号是否属于

AVL 支持列表中的

型号？

如果不在支持列

表，请写出具体型

号。

SPI Nor/EMMC 型

号是否属于AVL支

持列表中的型号？

如果不在支持列

表，请写出具体型

号

注意：

1.跌落电压不得低于上述各电源要求的最低电压，CPU 的最低工作电压为 V-F 表配置的各

档位电压值;
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2.以上电压测量推荐的典型测量场景为主界面，如遇到系统稳定性问题时，需要在具体发

生的场景测试异常样机的各路电源的静态电压值，以及样机从正常状态转变为异常状态的动态

过程电压测量值，动态过程正常主要是为了观察电压是否有过冲、跌落等异常电源波形;
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2. DDR类问题检查

步骤 检查内容 检查结果 备注

1 DDR驱动版本是否为 SDK发布时版本？

2
DDR的配置参数是否与所使用的DDR模板

相对应？

3

如果是自行设计的 DDR模板，或者是非正

规物料，DRAM 配置参数是否有做优化适

配？

4
Memtest稳定性测试是否通过？测试频率是

多少?测试样机和测试时间是多少？

5 DDR当前量产工作频率 MHz？ 故障现象？

6 DDR降低频率后是否正常 MHz？ 正常？

测试说明：

1.优先确认测试固件的 ddr 驱动版本号是否最新，驱动版本号对应的 ddr para 参数是否匹配

2.使用全志原厂提供的 dragon HD 工具进行老化测试

3.以上两种方式均无问题，基本可以排除焊接问题（颗粒焊接正常与否）

4.系统运行异常情况下，如果对 DDR 进行降频复测不复现问题，则怀疑 DDR 可能存在性能问题，

可在老化测试过程中增加 memtester 测试，通过 memtester 检查是否存在 DDR 异常报错。

5.系统休眠唤醒存在异常，则需要打开 CRC 校验测试。

6.硬件可以通过确认 DRAM 眼图测试结果，确认硬件是否异常。

7.DDR 供电纹波测试（VDD_DRAM 为例），注意：需要选择靠近管脚的电容，示波器表笔接地最

小环路，选择交流耦合，测试得波形的峰-峰值为纹波值。示例如下所示：

1).跌落测试（VCC_DRAM 为例）注意：示波器表笔下降沿触发

2).用示波器表笔测得 VDD_DRAM=1.49V，跌落值选择跌至 1.454V
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3. 产品稳定性实验

步骤 实验对象 实验结果 备注

1
高低温（-20~75℃）的 memtester 是否进行

过测试。说明测试样机数量、测试时间

2
高低温 reboot 测试是否通过？说明测试样

机数量、测试时间。

3
高低温投屏测试是否通过？说明测试样机

数量、测试时间=。
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